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Se ha llevado a cabo una prospeccion de datasets publicos de degradacion en IGBTs y
se han procesado y analizado para su empleo en los algoritmos que se estan
desarrollando actualmente, tanto supervisados como no supervisados.

Estos conjuntos de datos publicamente accesibles son los siguientes:

- Datasets de degradacion de la NASA, donde se somete a 6 IGBTs a condiciones
extremas de temperatura, registrando los siguientes precursores a lo largo del
proceso: voltaje de puerta, tension colector emisor y corriente de colector.
Fuente: J. Celaya, Phil Wysocki, and K. Goebel (2009) “IGBT Accelerated Aging
Data Set”, NASA Prognostics Data Repository, NASA Ames Research Center,
Moffett Field, CA.

- Dataset de degradacién de Aalborg. El conjunto de datos incluye informacién
sobre la tensidn de saturacion en conduccién (Vce on) para ocho muestras bajo
cuatro condiciones de ensayo diferentes, aplicando compensaciéon de la
temperatura.

Fuente: Y. Zhang, Y. Zhang, and H. Wang, “gEOL: A Gradient-based end-of-Life
criterion for power semiconductor modules,” IEEE Trans.Power Electron.

- Dataset de degradacion y fallo en convertidores multinivel MMC.

Fuente: Y. Liao, Y. Zhang, "Rethinking Model-based Fault Detection:
Uncertainties, Risks, and Optimization Based on a Multilevel Converter Case
Study," IEEE Transactions on Power Electronics, Accepted in 2024.

Estos datasets publicos, junto a los datos sintéticos generados y a los resultados que
se obtendran de las diferentes bancadas experimentales a lo largo de 2026, permitiran
desarrollar algoritmos donde se identifique la causa de degradacion de los médulos de
potencia IGBTs y su vida util restante.
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